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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５９７２《光纤试验方法规范》由若干部分组成：

———第１０部分～第１９部分：测量方法和试验程序总则（对应ＩＥＣ６０７９３１１０～ＩＥＣ６０７９３１１９；代

替ＧＢ／Ｔ１５９７２．１—１９９８）；

———第２０部分～第２９部分：尺寸参数的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１２０～ＩＥＣ６０７９３

１２９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．２—１９９８）；

———第３０部分～第３９部分：机械性能的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１３０～ＩＥＣ６０７９３

１３９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．３—１９９８）；

———第４０部分～第４９部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１４０～

ＩＥＣ６０７９３１４９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．４—１９９８）；

———第５０部分～第５９部分：环境性能的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１５０～ＩＥＣ６０７９３

１５９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．５—１９９８）。

其中ＧＢ／Ｔ１５９７２．５×由以下部分组成：

———第５０部分：环境性能的测量方法和试验程序　恒定湿热；

———第５１部分：环境性能的测量方法和试验程序　干热；

———第５２部分：环境性能的测量方法和试验程序　温度循环；

———第５３部分：环境性能的测量方法和试验程序　浸水；

———第５４部分：环境性能的测量方法和试验程序　伽玛辐照；

———第５５部分：环境性能的测量方法和试验程序　氢老化。

本部分为ＧＢ／Ｔ１５９７２的第５５部分。本部分中基准试验方法主要参考了ＩＥＣ６０７９３２５０：２００８

《光纤　第２５０部分：产品规范　Ｂ类单模光纤分规范》（英文版），同时结合了国内试验的具体情况制

定的。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由中国通信标准化协会归口。

本部分起草单位：武汉邮电科学研究院、长飞光纤光缆有限公司。

本部分主要起草人：陈永诗、李海清、李婧、刘骋、程淑玲。
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１　范围

ＧＢ／Ｔ１５９７２的本部分规定了光纤在给定的含氢环境中进行氢老化试验的方法和试验程序。

本部分主要适用于评估ＧＢ／Ｔ１５９７２．１０—２００８中规定的Ｂ１．３类波长段扩展的非色散位移单模光

纤的氢老化性能，也可用于评估Ｂ４类单模光纤的氢老化性能。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５９７２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ９７７１．３—２００８　通信用单模光纤　第３部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性

ＧＢ／Ｔ１５９７２．１０—２００８　 光纤试验方法规范 　 第 １０ 部分：测量方法和试验程序 　 总则

（ＩＥＣ６０７９３１１：２００２，Ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｓ—Ｐａｒｔ１１：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｅｓｔｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ—Ｇｅｎｅｒａｌ

ａｎｄｇｕｉｄｌｉｎｅ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５９７２．４０—２００８　光纤试验方法规范　第４０部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验

程序　衰减（ＩＥＣ６０７９３１４０：２００１，Ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｓ—Ｐａｒｔ１４０：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｅｓｔｐｒｏｃｅ

ｄｕｒｅｓ—Ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

３　试验装置

３．１　试验箱

试验装置包括一个环境试验箱。试验箱的大小应能够容纳试验样品，不得使试样受到直接辐射热，

它能维持规定的温度在规定的容差内，可用空气循环维持试验箱内的均匀条件。

３．２　光纤容器

容器大小应能够容纳试验光纤样品，它能维持所需的含氢环境。容器应置于环境试验箱内，且容器

材料传热性能能保证容器内的光纤样品与环境试验箱的设定温度达到一致。

３．３　其他装置

完成试验和测量所必须的其他装置，如装有（Ｈ２＋Ｈｅ）（氢气和氦气）或（Ｈ２＋Ｎ２）（氢气和氮气）混

合气体瓶等。

４　试样和试样制备

为达到所要求的衰减测量重复性，单模光纤试样长度应至少为２０００ｍ。暴露在试验箱外面的光

纤应尽可能短，如果暴露在外面的部分超过试样总长度的１０％，则宜记录说明。

在试样的准备过程中不应有在测量环境下给光纤造成危害的影响。除非在详细规范中另有规定，

建议将光纤试样松绕，复绕和排线应对１３１０ｎｍ波长处衰减系数无影响，复绕张力宜不大于０．３Ｎ。

将试样水平放置，为避免任何宏弯影响，绕圈直径应大于１５０ｍｍ。
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